Princip, konstrukce a vlastnosti EM

Historie EM
1925-27: H. Busch — rota¢ni MP ovliviiuje svazek e* — magneticka ¢ocka
1932: M. Knoll, E. Ruska — EM
50. 1éta: sériova vyroba EM
CR- Drahog, Delong — Tesla Brno

Pouziti EM:

Repliky

Heidenreich - tenké folie Al

1957: Hirsch — elektrolytické ztencovani — pfimé pozorovani poruch

Princip EM
Rizeni drahy e v MP — magnetické ocky
Mezni rozliSeni - Ae X Agvetlo

Konstrukce EM
ELEKTRONOVA Cotly
‘_L f_l TRYSKA C — kondenzor
C, O — objektiv
I — mezicocka, difrakéni cocka
c
! P — projektor
VZOREK Osvétlovaci soustava: el. tryska + C
- 0 Zobrazovacis.: O, I, P

Vakuovy systém
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Elektronova tryska — zdroj el.
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Zapojeni elektronové trysky:
a) termoemisni, b) LaBs, ¢) autcemisni
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Cocky v EM
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c) astigmatismus (C, O)
Paprsky prochézejici v riznych rovinach jsou fokusovany v riznych vzdalenostech (Af;)
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Zobrazeni a difrakce v EM

2 funkce EM:
- mikroskop
- difraktograf

, Dréha elektront
STiNITKD v elektronovém

mikroskopu:
a) b) a) zobrazeni, b) difrakce
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Difrakcéni konstanta EM

Zvétseni SAD —
ekvivalentni délka jednoduchého difraktografu
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(a)Svétlé zorné pole(SP) (b)Tmavé zorné pole(TP) (c)St¥ed&né TP
(d) WBDF

Difrak¢ni kontrast x rozptylovy kontrast (repliky)




Kalibrace EM

- zvétSeni
- difrak¢ni konstanta
- rotace obrazu a SAD

1. Kalibrace zvétseni

Z <200k

Optické miizky (1k —mm) — 5% Latexové kuli¢ky (d= 400nm)

Z>200k
Interference na krystal. miizce

2. Kalibrace difrakce (zveétseni difr. obrazce)
PK: TICI, Au

3. Kalibrace rotace

MK - OL-MOO3

Orthorombicka soustava — [001]




